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MATERIAIS AVANÇADOS (PPGNPMat) 

 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DADOS DA DISCIPLINA 

Código da disciplina: NPM410014 

Nome: Métodos Físicos de Análise II 

 
CARGA HORÁRIA 

Hora-aula total: 45 Número de crédito total: 03 

Distribuição da carga horária da disciplina: 
Carga horária teórica: 45 

 (1 crédito = CH 15) 

Carga horária prática: 00 

(1 crédito = CH 45) 

Carga horária teórico-prática: 00 

(1 crédito = CH 30) 

Tipo de Disciplina 

Mestrado:  ( X )  Eletiva  -   (    ) Obrigatória Doutorado:  (    )  Eletiva  -   (    ) Obrigatória 

 
EMENTA 

Microscopia ótica. Microscopia Eletrônica de Varredura. Microscopia Eletrônica de 

Transmissão. Análises por Energia Dispersiva. Propriedades básicas dos raios X. Geometria 

dos cristais e estruturas cristalinas dos sólidos. Interação dos raios X com a matéria. Principais 

métodos experimentais de análise cristalográfica com difração de raios X. Método de Rietveld 

para refinamento de estruturas cristalinas. 
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